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Mbogqalodo difraksiya sisteminin dispersiyasinin bu sistems daxil edilmis giizgiiniin diametrindon vo ekran mosafesindon asililigi
eksperimental olaraq todqiq edilmisdir. Olgmolor ovvallor aparilmis nozari todgiqatlarin diizgiinlityiinii bir daha siibut etmisdir.

Spektrometrik todqiqat tsulu kimi absorbsion spektro-
skopiya [1] optik analiz iisulu olub, maddonin elektromaqnit
stialanmasi ilo qarsiliql tesirine asaslanir. Yiiksok hossasliga
va secicilik gabiliyystine malik olan bu iisul analitik kimya-
nin bir ¢ox mosololerinin hollinde genis totbiq olunur. Is-
tehsalata nazarot edilmosinds vo istehsalatin bozi saholorinds
hazir mahsulun analizi zamanu istifads edils bilon bels analiz-
lorin komoyi ilo kimya, metallurgiya, metal emali, biokim-
yavi analiz va torpaqsiinasliqda xiisusi tomiz maddslorin tor-
kibinds kicik miqdarda asqarlart miioyyon etmok miimkiin
olur.Bozi maddoslorin migdarint daqiq toyin etmak, elaco do
coxkomponentli sistemlorin analizi zamani diferensial spek-
troskopiyanin miixtalif variantlar totbiq edilir. Atom-absorb-
sion vo emission spektroskopiya iisullart mohdudiyyatlorlo
iizlosdiyi, torkobindo zohorli ugucu birlogmilorin oldugu ob-
yektlorin analizi iigiin absorbsion spektrometriya tsullar
ovazolunmazdir. Kompleks omologolmo proseslorinin todqiqi
va kompleks birlosmoalorin komiyyot gostoricilorinin alinma-
sinda absorbsion spektroskopiya xiisusi ohomiyyoto malikdir.

Spektrin dispersiyast absorbsion spektroskopiyada osas
parametr hesab edildiyindon, onun artirilmasi aktual hesab
edilir.

Bu moqalads difraksion sisteme silindrik giizgii daxil
edildikds sistemin dispersiyasinin artirilmasinin eksperimen-
tal naticolori sorh edilir.

Yiiksok ayirdetmo qabiliyystli (AQ), kigik dlgiilii spek-
trometrik cihazlar yaratmaq magsadi ils aparilan islor [2] g6s-
tordi ki, klassik sistema silindrik giizgii daxil etmoklo siste-
min dispersiyasini vo AQ-ni artirmaq olar. Hom do bu {isul
sistemin ayri-ayri elementlorinin gostoricilorini artirmaqdan
daha effektlidir. Belo sistemlorin xotti dispersiyasi
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soklindo ifads olunur.
Burada S’ — difraksiya qofasi ilo silindrik giizgii arasin-
da, S" —giizgii ils ¢ix1s yarig1 arasindaki moasafadir (sonuncu
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ekran mosafosi adlanir). r - giizgiinlin radiusu, (dgoj — Qo-
dA
q

fosin bucaq dispersiyasidir.

Spektral kdzormo lampasinin isi181 ¢okiik difraksiya qo-
fosinin fokusunda yerlogon giris yarigina fokuslandirilir
(sok.1).Difraksiya qofosinin formalasdirdigi spektr fokal
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miistovido spektrin enino paralel istiqgamotdo yerlosdirilmis
silindrik glizgiliniin sothine, oradan da oks olunaraq ¢ixis ya-
rigmin miistovisinds yerloson ekrana diisir.

Sak. 1. Eksperimental qurgunun optik sistemi.
1-giris yarig1, 2- ¢okiik difraksiya qofosi, 3-silindrik
giizgll, 4-¢1x1s yarigi.
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Sak.2. Dispersiyanin qiymatinin giizgiiniin diametrinden
astliligi.
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Miixtalif diametrli giizgiilordon oks olunan spektrin gorii-
non oblastdaki AA uzunlugunu dlgarak vo spektrin goriinen
oblastdaki AA=750nm - 400nm dalga intervalin1 bilorok
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sistemin —— — xotti dispersiyasini vo cihazin praktikada osas

parametr kimi istifado olunan dispersiyasinin tors qiymatini
hesablamaq olar.

Difraksion sistems silindrik giizgii daxil etdikdo dispersi-
yanin artmasini todqiq etmak tigiin ¢cokiik difraksiya qafosinin
formalagdirdigi spektr aragdirilmigdir.

Cokiik difraksiya qofasinin amala gatirdiyi spektrin dis-
persiyast nisboton boyiik oldugundan, giizgiidon oks olunan
spektrin uzunlugu xeyli bdyiikk olur. Bu halda, spektri tam

ohato edos bilon dlgmolar aparmaq ii¢iin diametri nisbati bo-
yiik olan (70-150mm) giizgiidon istifado etmok lazim golir.
Spektral cihazlarin parametrini yaxsilagdirmaq iigiin istifade
olunan vo daha yaxs1 naticalor almaga imkan veran giizgiilo-
rin diametri 5 - 20mm-dir. [3]. Ona gora do KS-13 filtrinin
kdmayi ils spektrin goriinan oblastindan ancaq bir hissa, 620
- 750nm dalga uzunlugu intervali ayrilir [4], hamin is1q giiz-
giidon oks olunur va ekranda spektrin uzunlugu 6lgiiliir.

Cadval 1.-do difraksion sistemin formalasdirdigi spek-
trdon ayrilmis 130nm-lik dalga uzunlugu intervalinin miix-
tolif diametrli giizglilordon oks olunmus spektrlorin 6l¢iilmiis
uzunluglari, xotti dispersiyalar1 vo dispersiyanin tors qiymo-
tinin hesablanmig qiymatlori verilmisdir.

Codval 1.
Difraksion sistemda dispersiyanin qiymatinin gilizgiiniin diametrindan asililig1
. e . . . - d[ mm dv -1
Gilizgiiniin diametri | Spektrin uzunluu | Xotti dispersiya — — -
d, mm ¢, mm di nm di
00 (miistovi giizgii) 10mm 0,07 14
80 40 0,30 3.3
50 50 0,38 2,63
40 70 0,53 1,88
35 80 0,61 1,63
30 95 0,73 1,36
Cadvaldon goriiniir ki, diametri 30mm olan giizgiidon  gostorilmisdir.

oks olunan spektrin dispersiyasi miistovi giizgiidon oks
olunan spektrin dispersiyasindan 10 dofo goxdur.

Sok.2.—da difraksion sistemds dispersiyanin qiymatinin
sistema daxil edilmis giizgiiniin diametrinden asililig1 qrafiki

Cadval 2.-ds difraksion sistemds spektrin uzunlugunun
Ol¢iilmiis, dispersiyanin vo onun tors qiymsetinin ekran
mosafosindon asililigiin hesablanmis giymotlori verilmisdir.

Cadval 2.

Dispersiyanin ekran moasafosindon asililigi

L . Xotti dispersiya | Xatti dispersiyanin tars
Glizgiiniin Ekran mosafosi Spektrin ar -1
diametri " mm uzunlugu at mm . | ar
d, mm ’ ! qiymoti | —
, mm dA nm di
00 (miistovi 8 0,06 16
glizgii )
80 20 30 0,23 4,34
30 40 0,30 3,30
40 50 0,38 2,63
50 60 0,46 2,17
50 20 35 0,25 4,00
30 45 0,34 2,94
40 57 0,43 2,32
50 65 0,50 2,00
40 20 40 0,30 3,30
30 50 0,36 2,70
40 60 0,46 2,17
50 70 0,57 1,75
Cadvoldon goriiniir ki, difraksion sistemdo silindirik  riiniir ki, giizgliniin diametrinin 40-45mm-dan kig¢ik qiymatlo-

giizgli daxil edilmis sistemin dispersiyasi, klassik sistemdo
oldugundan 10 dofs bdyiik qiymat alir. Glizgiiniin diametrini
kigiltmokla bu artimi shomiyyatli deracads ¢oxaltmagq olar.
Sok.2.- do difraksion sistemds dispersiyanin qiymstinin
giizgliniin diametrindon asililigi gostorilmisdir. Sakildon go-

rinds bu asililiq xatti asililia yaxin olur, diametrin bundan
bdyiik qiymotlorindo dispersiyanin qiymatinin diametrdon
astlihig1 zoifloyir, xotti asililiq pozulur.

Sok.3.-ds novba ilo miixtalif giizgiilor daxil edilmis dif-
raksion sistemin dispersiyasinin qiymatinin ekran mosa-
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fosindon asililig1 verilmigdir. Sokildon goriiniir ki, dispersi-
yanin qiymotinin ekran mosafosindon asililiglt giizgiiniin
diametrinin miixtolif qiymatlorindo xattidir, doyison iso dis-
persiyanin qiymaotidir.
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Sak.3. Difraksion sistemds dispersiyanin qiymatinin giizgiiniin
ekran mosafosindon asililig1.

1-8"=40;2- §"=50;3 - S" =80 mm.

Gilizgliniin diametrinin boyiik qiymstlorinds dispersi-
yanin qiymatinin xottilikdon kenara ¢ixmasi, fikrimizes (1) —
ifadesindoki nozori miilahizo ilo izah edilo bilor. Giizgiiniin
diametri artdiqca, onun qiymati qafasls giizgii arasindaki S -
mosafonin  qiymotine yaxinlasir vo naticode hasilin

’

iJ haddi vahida barabar olur.
dy

r
(dz

ki, bu da klassik sistemdo dispersiyanin ifadossinin eynidir [5].
Bu halda silindirik giizgili daxil edilmis sistemin ekran mosa-
fosi, klassik sistemdoki ¢ixis obyektivinin fokus mosafasinin
rolunu oynayir.

Beloliklo, apardigimiz eksperimental todqiqatlar, silin-
drik giizgili daxil edilmis sistemin dispersiyasini giizgiiniin di-
ametrinin miioyyan qiymotlorino qodor effektiv, ekran mosa-
fosinin iso biitiin artan qiymotlorindo yiikssldilo bilmasinin
miimkiinlilylinii gostorir. Bu natica, toklif olunan sistemlorin
asasinda cihaz islomolorinds istifads oluna bilar.

ifadosindoki (3 -2

dl

Xatti dispersiyanin ifadasi — = j - S" soklini alir
q
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DISPERSION INCREASE OF DIFFRACTION OPTICAL SYSTEM

The dependence of diffraction system dispersion on mirror diameter, entered in this system, and on screen distance has been
experimentally investigated. The measurements have proved the dependence, obtained earlier by theoretical researches.
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YBEJUWYEHUE JUCNEPCUM TU®PAKIIMOHHON ONNTUYECKOM CUCTEMBI

OKCIEePUMEHTAIBHO HCCIEJOBAHO 3aBUCHMOCTh AWCIIEPCHH AN(PPAKIHOHHOW CHCTEMBI OT AMAMETpa 3€pKana, BBOAUMOTO B 3Ty
CHUCTEMy U OT 3KpPaHHOIO paccTosHus. V3MepeHus NOATBEpIWIN IPAaBUIBHOCTb 3aBUCUMOCTH, IIOJYYECHHOH paHEe TEOPETHYECKUMU

HUCCIICJOBAHUSIMMU.
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